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N O R M A BRANŻOWA BN-B7 
Układy scalone analogowe 

3375-26/02 
MIKROUKŁADY Pomiar prądu zasilania lec, 

SCALONE mocy zasilania P cc i prądu In Zamiast 
BN-75/3375-26/02 

płynącego przez określone 
wyprowadzen ie Grupa katalogowa 1929 

BN-87/3375-26/02 (eqv CT C3B 3411-81) 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda 
pomiaru prądu zasilania I CC, mocy zasilania P cc oraz 
prądu In płynącego przez określone wyprowadzenie. 

2. Układ pomiarowy - wg rysunku. 

d) odczytać wartości prądów zasilających I CCI, 

leC2 ... lecn na miernikach prądu A l, A 2 ... A n lub prądu 
In na mierniku Ak, 

e) moc zasilania Pcc obliczyć ze wzoru 

Zz 
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Z, ... Z" - źródła napięć stałych zasilających mierzony układ scalony, V" V, .. . V" - mierniki napięcia stałego, A I, A, ... A", Ak - mierniki 
prądu stałego, G - źródło sygnału , ZL - impedancja obciążenia, U - mierzony układ scalony wraz z elementami pomocniczymi 

3. Wymagania dotyczące układu pomiarowego. Mier­
niki A l, A2 ... An powinny stanowić obwody zwarte, 
a jeżeli to nie jest możliwe należy przy ocenie war­
tości napięć zasilających uwzględnić spadek napięcia 

na ich rezystancjach wewnętrznych. 

4. Wykonanie pomiaru 
a) włączyć mierzony układ scalony do układu po­

mtarowego, 
b) włączyć źródła napięć zasilających Z l, Z2... Zn 

i na podstawie wskazań mierników Vi, V2 ... Vn usta-
wić wymagane wartości napięć UCCI, UCC2 ... UCCn, 

c) ustawić wymagane parametry sygnału, jeżeli po­
miar wykonuje się z sygnałem, 

P CC = UCCI . IcCI + UCC2 . IcC2 + ... UCCn . I ccn 

5. Warunki pomiaru. Normy przedmiotowe powinny 
określać : 

- wartości naplęc UCCI ... UCCn (lub prądów zasI­
lających leCi... lecn) 

- parametry sygnału na wejściu lub wyjściu (czę­
stotliwość, amplituda), jeżeli pomiar wykonuje się 

z sygnałem, 

- pozostałe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen­
trum Półprzewodników, Fabryka Półprzewodników TEW A - War­
szawa ul. Komarowa 5. 

2. Nonny związane 
BN-83/3375-26/00 Układy scalone analogowe. Metody pomiarów 

parametrów elektrycznych . Postanowienia ogólne 
3. Nonny m~ynarodowe 

lEC Publikacja 748-3 (1986) Semiconductor devices. Integrated cir­
cuits. Part 3: Analogue integrated circuits. Chapter IV: Measu-

ring methods. Section two, c1ause 2 - arkusz normy równo­
ważny. 

RWPG CT C3B 3411-81 MHKpocxeMbI HHTerpaJlbHble aHaJlOrOBble. 
MeTo,QbI H3MepeHHlI 3JJeKTpH'IeCKHX napaMeTpoB - arkusz nor­
my równoważny. 

4. Autor projektu nonny - inż. Adam Wojtarowicz - Nau­
kowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników, Fabryka Półprze­

wodników TEW A. 


